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После работ Гинье (г) по использованию открытого Дебаем явле
ния рассеяния рентгеновых лучей под малыми углами для целей 
дисперсионного анализа высокодисперсных систем, рентгенографиче
ский дисперсионный анализ получил новое направление своего разви
тия. До того рентгенографический дисперсионный анализ целиком 
базировался на известной формуле Шеррера, связывающей величину 
дифракционного расширения интерференционных максимумов на рент
генограмме с размером рассеивающей кристаллической частицы. Было 
разработано много методов, использующих эту зависимость для опре
деления некоторых средних размеров кристалликов (2). Работы Гинье 
и последующих исследователей позволили находить более точную 
дисперсионную характеристику высокодисперсных систем — функцию 
распределения частиц системы по размерам. Однако при этом суще
ственна только пространственная парцеллированность конденсирован
ной фазы, структура частиц при этом роли не играет. Поэтому для 
исследования распределения частиц по размерам в компактных поли- 
кристаллических агрегатах метод рассеянных под малыми углами 
рентгеновых лучей неприменим. Для решения последней задачи доста
точно располагать дебаеграммой поликристалла. В настоящем сооб
щении мы предлагаем принципиальное решение этой задачи, наиболее 
приемлемое для дальнейшего использования на практике.

Поскольку мы судим о характере дисперсности поликристаллического 
агрегата по его способности рассеивать рентгеновские лучи, постольку 
естественно принять в качестве мерила величины рассеивающих частиц 
их объем V, так как рентгеновские лучи рассеиваются всем объемом 
частицы. Положим v — а.!*, где а — параметр статистически усреднен
ной формы частиц просвечиваемого объема и г —параметр размера 
частиц, варьирующий, вообще говоря, от 0 до оо, но практически — 
в довольно узких пределах.

Нас интересует возможность практического нахождения функции 
распределения частиц поликристалла по размерам р (г), если известно 
по экспериментальным данным распределение интенсивности I (s; s0)

4 7Т рассеянных рентгеновских лучей по параметру рассеяния s= — sin у 
(2& — угол рассеяния) в пределах данной линии на дебаеграмме, соот
ветствующей s0 = sin у- (&0—брегговский угол данной линии). Для 
этого воспользуемся выражением для интенсивности рентгеновских 
лучей, рассеянных монодисперсным порошком, состоящим из сфериче-
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кристалликов
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Ф2(^) = е-Тт^

в результате чего соотношение (1) примет следующий вид:
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Выполняя в (4) интегрирование, получим:
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Окончательно запишем соотношение (5) в следующем виде? У '
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7 (s; s0) — j /r (S; s0) p (r) dr, 
0 (7)

ношеиир Г7?УрНаКЦИЯ Ра^РеДел^ия частиц порошка по размерам. Соот
ношение (7), согласно (6), можем записать в следующей форме:
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7 (s; $0) = ( У7 (^>s0) е 5 dr, 

о (8)
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где W^Sq) связано с р(г) соотношением:

(9)

Как видно, /(s;s0) связано с W(r;s0) интегральным уравнением (8) 
типа преобразования Лапласа. Поскольку функция / (s; s0) не может быть 
нам известна в аналитической форме, а лишь своими экспериментальными 
значениями, постольку для нахождения функции W(r-,s0) (а стало быть и 
р (г)) придется применить приближенные методы уравнения (8). Наибо- 
лее простыми практически методами нахождения приближенного реше
ния интегрального уравнения (8) являются графические методы С. 3. Ро
гинского (4) (метод контролирующей полосы) и Елинека (Б).

Для применения на практике указаний настоящей статьи необходимо 
располагать достаточно точной кривой распределения интенсивности рас
сеянных рентгеновских лучей вблизи от интерференционного максимума. 
Это предполагает использование не только фотографических, но и 
более прецизионных методов измерения интенсивности с помощью 
ионизационной камеры или счетчика Гейгера (в). Далее, в выражении (8) 
предполагается, что для величины / (s;s0) введены поправки на адсорбцию 
рентгеновских лучей в связи с той или иной формой просвечиваемого 
объема (6), (7), на расходимость падающего пучка лучей (6), (8) и 
другие поправки, связанные с особенностями применяемой аппаратуры..
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